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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte
bien I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I’éta-
blissement des éditions révisées et aux mises & jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

® Bulletin de la CEI
Publié trimestriellement

® Rapport d’activité de ]a CEI
Publié annuellement

© Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'index géné-
ral étant publié séparément. Des détails complets sur le V.E.I
peuvent étre obtenus sur demande.

Symboles graphiques et littéraux
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

¢ IEC Bulletin
Published quarterly

® Report on IEC Activities
Published yearly

® Catalogue of IEC Publications
Published yearly

Only special té
are defined herei

he complete series of graphical symbols approved by the
is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the IEC are

‘contained in IEC Publication 27.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES D’ESSAIS
DES SEMICTEURS GAMMA AU GERMANIUM

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions ted]
ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questionsexpri
un accord international sur les sujets examinés.

Pologne
Roumanie
Royaume-Uni
Danemark Suede
Etats-Unis d’Amérique Suisse
Finlande Tchécoslovaquie
France Turquie
Israél Union des Républiques
Italie Socialistes Soviétiques
Pays-Bas Yougoslavie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TEST PROCEDURES
FOR GERMANIUM GAMMA-RAY DETECTORS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearl
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted
sense.

3) In order to promote international uniﬁcation the IEC expresses the wish tha

in the latter.

This recommendation has been prepared by IE( i 2 No. 45, Nuclear Instrumentation.

The draft was first considered at egti d ix ington in 1970, and was revised during the

méeting, a final draft, document 45(Central
Office)61, was submitted Ao t or approval under the Six Months’ Rule in
January 1972. Q

of publication:

Romania
South Africa (Republic of)
Sweden
Switzerland
Turkey
Union of Soviet
Socialist Republics

Italy United Kingdom
Netherlands United States of America
Poland Yugoslavia
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METHODES D’ESSAIS
DES SEMICTEURS GAMMA AU GERMANIUM

1. Domaine d’application et objet

La présente recommandation s’applique aux semicteurs au germanium pour rayonnement gamma.

Les semicteurs au germanium sont trés utilisés pour la détection et 'analyse des rayonnements gamma,
essentiellement en raison de leur excellente résolution en énergie. Le développemeny rapide et I'utilisation
de ces semicteurs dans un certain nombre de disciplines techniques gnt rendu désicable I’élaboration

limitations & la précision pour les trés basses énergies.

La présente recommandation n’implique pas I’oblis
implique seulement que si certains de ces essais sont e
I’étre conformément aux méthodes indiquées. L
suivantes de la CEI:
Publication 333: Méthodes d’essais des dgtecte g n@ndu teurs pour rayonnements ionisants.

Publication 340: Méthodes d’edsais des\amplificatetyrs
conducteurs pour\tayohnements\ionisan

préamplificateurs pour détecteurs semi-

2. Généralités

résolution ou d’autres paramétres du détecteur.

Etant donné que les semicteurs au germanium existent dans un certain nombre de dimensions et de
configurations et fonctionnent dans le vide & basse température (habituellement au voisinage de 77°K),
I’ensemble du détecteur est traité comme une «boite noire» et toutes les mesures géométriques sont
rapportées & P'enveloppe extérieure du conteneur. Les essais décrits s’appliquent aux configurations de
détecteurs simples & deux bornes et non aux systémes plus complexes tels ceux qui sont destinés a la
suppression des coups dus & I'effet Compton. :

3. Caractéristiques électriques

Les méthodes recommandées pour la mesure des caractéristiques électriques des semicteurs gamma
au germanium sont décrites dans la Publication 333 de la CEL
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TEST PROCEDURES
FOR GERMANIUM GAMMA-RAY DETECTORS

1. Scope and object

This recommendation applies to germanium detectors for gamma radiation.

Germanium detectors are extensively used for the detection and analysis of gamma radiation

these recommended procedures. This recommendation is in the
1EC publications:

Publication 333: Test Procedures for Semiconductor Dek

Publication 340: Test Procedures for Amp
for Ionizing Radiation.
2. General

measurement of incideut
In carrying out th o)

mended: maximum dioég

shall be reproducible,within the stdted precision of the measurement, after the performance of any
one or all oRthe te }. The ripple, hum, stability, etc., of the detector bias supply shall not

Since germanium detectors exist in a variety of sizes and configurations, and operate in a
vacuum environment at low temperatures (usually near 77°K), the detector assembly is treated as a
“black box” and all geometrical measurements are referred to the outer encapsulating container. The
tests described herein apply to simple, two-terminal detector configurations, and not to more complex
systems such as those designed for suppression of Compton event counts.

3. Electrical characteristics

Recommended methods for measuring the electrical characteristics of germanium gamma-ray
detectors are described in IE C Publication 333.
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4. Caractéristiques de détection

Les essais en vue d’évaluer les caractéristiques des semicteurs au germanium impliquent la détermi-
nation d’un certain nombre de paramétres dans une distribution spectrale de ’'amplitude des impulsions.
L’origine et ’'emploi de ces paramétres sont expliqués dans cet article. Les méthodes décrites ont été
retenues en raison de leur simplicité et de la facilité des calculs, bien que dans certaines circonstances,
par exemple en présence de pics trés déformés, elles puissent conduire a des résultats trompeurs. Pour
les analyses décrites ci-dessous, un pic doit présenter une largeur & mi-hauteur d’au moins six canaux
et le nombre total de coups a Iintérieur de la LMH doit étre au moins 10 000. Si les données sont
traitées par calculateur, le minimum de 10 000 coups ne s’applique pas pourvu que le calculateur
détermine la LMH & & 3% (niveau de confiance 90%).

4.1 Surface du pic et bruit de fond

Les données relatives au spectre d’amplitude devront étre relevées

un_graphique représentant

en correspondance de ces lignes de bruit de fond de part€
moyennes de groupes de 10 points. On fera passer
la base du pic de fagon a prolonger la courbg

De méme, la

canal B@u

Mo

B(x) (4.1.2)
E

g’donnée par:
A = At — Ab

4.2 Localisation du pic

Calculer point par point le nombre de coups par canal diminué du bruit de fond N(x) - B(x) en fonction
du numéro de canal (x). Déterminer avec précision 'emplacement du pic X par son numéro et sa fraction
de numéro de canal (par exemple, canal 863,9 comme dans la figure 4.2.1, page 19). Une technique
convenable est la méthode de la moyenne pondérée pour les valeurs de N(x) dans la partie ou le pic est
symétrique, par exemple au-dessus de la moitié de la hauteur maximale:

%= 3 x [Nx) - B)] | Z [Nx) - BE)] (4.2.1)

4.3 Largeur & mi-hauteur (LMH) et largeur au dixiéme de la hauteur (LDH) du pic

Sur une courbe de [N(x) — B(x)] en fonction de x, déterminer la moitié et le dixiegme de la hauteur
du pic. Déterminer la LMH et la LDH du pic en keV (voir paragraphe 5.1).
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